金屬四點探針能力考核表
※ 系統簡介
簡介此儀器功能
(
      四點探針量測原理
(★
      片電阻(sheet resistance)單位與阻抗(resistivity)換算
(
※ 自動量測參數設定
放置試片
(
設定自動量測參數
(★
參數定義解釋：Meas. Pattern ID
(
              Function
(
              UNI
(
              Wafer shape
(
              Polarity
(
              Meas. mode
(
Wafer type設定
(
量測結果解釋
(
· 量測結果顯示
量測Raw data顯示
(
量測圖形顯示
(
量測data存檔
(
· 手動量測
 參數設定
(
     執行手動量測
(
     量測完畢，系統歸位
(
· 其它
儀器使用完畢,確實填寫儀器使用紀錄簿
(
機台注意事項
(
